
 • 用于特定解决方案的探头
 • 角度声束探头
 • 水浸探头
 • 带有整合型楔块的探头
 • 曲面阵列探头
 • 楔块

相控阵探头和楔块

相控阵检测

探头产品目录
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奥林巴斯科学事业公司，是一家为工业和生命科学领域的客户提供各种解决
方案的领军企业，其所提供的涉及到各个方面的高级技术包含内窥检测、显
微镜、超声、涡流、涡流阵列及X射线荧光。

奥林巴斯集团的宗旨是致力于开发出高质量的产品，这个目标与我们客户所
肩负的责任息息相关：确保其产品符合最高水平的行业标准和监管法规，从
而为社会提供优质、安全、可靠的产品，使人们享受到祥和安全、富有成效
的生活。
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相控阵技术的介绍
相控阵超声检测区别于其它技术的特性是可以通过计算机控制对多晶片探头中的单个晶片进行激励（波幅和延迟）。
通过软件对多个压电复合材料晶片的激励可以生成一条聚焦的超声声束，方法是在发射声束的过程中动态更改声束的
参数，如：角度、焦距和焦点大小。要通过相位上的积极干涉生成一条声束，就要以极小的时间差，分别触发探头的
多个活动晶片。同理，从所期望的焦点反射的回波会以可以计算获得的时间偏移触碰到探头的不同晶片。在将每个晶
片接收到的回波信号汇总之前，需对这些回波信号进行时间偏移计算。汇总的结果是生成一个A扫描，这个A扫描会突
出显示来自所需焦点的响应信号，而弱化来自被测样件其它部位的信号。

使用软件控制声束角度、焦距和焦点大小

要生成一条超声声束，就需要在差别极小的不同时间对探
头的不同晶片进行脉冲激励。通过精确控制探头晶片之间
的时间延迟，可以生成具有不同角度、不同焦距及不同焦
点大小的声束。从所期望的焦点反射的回波会以可以计算
获得的时间偏移触碰到探头的不同晶片。

在将每个晶片接收到的回波信号汇总之前，需对这些回波
信号进行时间偏移计算。信号汇总的结果是生成一个A扫
描。这个A扫描会突出显示来自所期望焦点的响应信号，
而弱化来自材料其它部位的各种回波。

使用以电子方式控制的单个小巧的多晶片探头可以
完成多角度检测

常规超声检测（UT）使用多种不同的探头。而一个单个
相控阵（PA）探头则可以根据应用的要求进行配置，以
序列方式产生不同的角度和焦点。

对形状复杂样件的检测

根据用户意愿并通过计算机控制可以生成具有多种声束角
度和聚焦长度的声束，使用这些声束可以对形状复杂的
样件进行检测，如：涡轮盘、涡轮叶片根部、反应器喷
嘴等。

无需移动部件而完成高速扫查

虽然相控阵技术要对来自多晶片探头的许多信号进行处
理，但是我们要知道：其所得到的信号是一个标准的射频
（RF）信号（或A扫描），这个信号与任何使用固定角度
探头的常规系统得到的信号相同。

这个信号与来自常规UT系统的任何A扫描一样，可被评
估、处理、过滤并生成图像。基于A扫描创建的B扫描、C
扫描和D扫描，也与常规系统生成的这类图像一样。它们
之间的区别在于相控阵系统可以使用单个探头完成多角度
检测。

多路传输还可以在探头不动的情况下完成扫查：聚焦声束
由一个装有许多晶片的长相控阵探头的几个晶片创建。然
后声束被移动（或称多路传输）到其它晶片，以在不移动
探头的情况下，沿扫查轴方向对工件进行高速扫查。这样
探头就可以不同的检测角度进行一次以上的扫查。

这个原理可被应用到使用线性相控阵探头进行的平面工件
检测，也可被应用到使用圆形相控阵探头进行的管材和棒
材检测。

缺陷定位

在手动检测过程中，实时读数对于快速确定反射信号源相
对于工件几何形状和/或探头的位置，至关重要。

在检测过程中，RA、PA、DA和SA读数可使用户实时准
确地定位缺陷。

RA：参考点到闸门A中缺陷指示的距离。 
PA：探头前沿到闸门A中缺陷指示的距离。 
DA：闸门A中缺陷指示的深度。 
SA：到闸门A中缺陷指示的声程长度。

Scanning direction

Active group

1281
16

高速线性扫查：奥林巴斯的相控阵系统还可以用于检测平面，如：钢板。与传统
被俗称为“油漆刷子”的长单晶探头相比，相控阵探头由于使用了细密的聚焦声
束，可以为用户提供高得多的灵敏度。



如果您要开发自行定制的相控阵探头，请
访问以下网页：https://www .olympus-
ims .com/en/custom-phased-array-
probe-and-wedge-design-inquiry/。

要了解更详细的信息，请联系您所在地的
销售代理。如果您不知道您所在地销售
代理的联系方式，请访问www .olympus-
ims .com网站的“联系我们”选项卡。

您还可以发送电子邮件的方式联系相控
阵产品管理团队，邮件地址为：sce .pm@
olympus-ossa .com。
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自定义探头

相控阵探头

相控阵探头有各种不同的形状和尺寸，可用于各种不同的应用中。这里以图示形式对几种探头进行说明。

典型相控阵探头的频率范围在1 MHz到17 MHz之间，晶片数量在10个到128个之间。奥林巴斯可为用户提供各种各样使
用压电复合材料技术的探头，完成各种检测应用。这本产品目录列出了奥林巴斯的标准相控阵探头。这些探头被分为3
种类型：角度声束探头、整合楔块探头，以及水浸探头。我们还可以为用户设计其它类型的探头，以满足用户具体应
用的要求。

线性阵列探头是工业应用中最常用的相控阵探头。激活探头孔径是用于定义相控阵探头的关键特性之一。

激活孔径（A）是探头的总激活长度。孔径长度使用以
下公式计算：

A = n  • p
其中 n = PA探头中的晶片数量

p = 晶片间距，即相邻两个晶片中心之
间的距离

计算激活孔径长度更精确的方式是使用以下公式：

A = (n – 1) • p + e
其中 e = 晶片宽度，即一个单个压电复合材

料晶片的宽度 
（其实际值为e < λ/2）

近场（N） 值为特定阵列的可用焦点的最大深度。这
个值通过以下公式计算：

N = D2f
4c

其中 D = 晶片直径

f  = 频率

c = 材料声速

 • 要计算相控阵探头的激活（主）轴上的近场值，需使用以
下公式： D = n’ • p,其中n’是聚焦法则中的每个组的晶
片数量。

 • 要计算相控阵探头的被动（次）轴上的近场值，需使用以
下公式：D = 被动宽度值，通常被称为晶片高度。

奥林巴斯可根据用户的定制要求制造相控阵探头，以满足用户完成特定应用及检测特殊几何形状样件的需要。 
要为用户开发自行定制的探头，我们需要了解：

 • 应用

 • 具有可比性的UT单晶探头

 • 频率

 • 晶片数量、晶片间距和晶片高度

 • 阵列形状（平面还是曲面）

 - 主动维度上为曲面

 - 被动维度上为曲面（聚焦）

 • 探头类型（角度声束、水浸、整合楔块、矩阵）

 • 所需线缆外皮

 • 线缆长度

 • 连接器类型

 • 外壳限制和/或尺寸限制
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订购信息

订购标准相控阵探头的编码系统

5L32-19.2x10-A31-P-2.5-OM

频率

1.5 = 1 .5 MHz

2.25 = 2 .25 MHz

3.5 = 3 .5 MHz

5 = 5 MHz

7.5 = 7 .5 MHz

10 = 10 MHz

可以根据用户要求提供其它频率的探头。

阵列类型

L = 线性

A = 环形

M = 矩阵探头（1 .5D、2D）

CV (ROC) = 在方位上为凸面

CC (ROC) = 在方位上为凹面

CCEV (ROC) = 焦距高度

ROC：曲度半径（毫米）

阵列类型的前缀

D = 双晶阵列

T = 三晶阵列

Q = 四晶阵列

示例

DL = 双晶线性阵列

晶片数量

示例：16 = 16个晶片

激活孔径

激活孔径，单位为毫米。请参阅第6页，
了解详细信息。

晶片高度

晶片高度，单位为毫米。

例如：10 = 10毫米

探头类型

A = 角度声束，使用外部楔块

NW = 近壁

PWZ = 焊缝检测角度声束

W = 使用整合楔块的角度声束

I = 水浸

DGS = DGS检测/Atlas（AVG探头）

AWS = AWS检测

外壳前缀

C = 接触式匹配层

外壳类型

某种探头类型的外壳类型

线缆类型

P = PVC护套

M = 金属外皮护套

HF = 无卤素护套

HT150 = 高温线缆， 
可在150 °C温度下工作

线缆长度

线缆长度，单位为米。

2.5 = 2 .5米

5 = 5米

7.5 = 7 .5米

10 = 10米

可提供不同长度的线缆。

连接器类型

OM = OmniScan连接器

HY = Hypertronics连接器

OL = OmniScan连接器，在晶片1
上带有常规UT通道 
（LEMO 00连接器）

根据要求可以提供用于竞争对手仪器的连接器， 
或用户定制的连接器。

用于订购相控阵探头的术语（以下所示为典型的选项）

相控阵探头应用的矩阵表

探头
型号

复
合
材
料

腐
蚀

焊
缝

水
浸

小
接
触
面

深
穿
透

一
般
用
途 典型的应用方式

附加信息

手动 自动

A00 ✓ ✓ 为划痕检测应用而开发。

A0 ✓ ✓ ✓ ✓ 检测空间狭小，需要小接触面。

A1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

A2 ✓ ✓ ✓ ✓

A3 ✓ ✓ ✓

A4 ✓ ✓ ✓

A5 ✓ ✓ ✓

A10 ✓ ✓ ✓ ✓

A11 ✓ ✓ ✓

A12 ✓ ✓ ✓ ✓
可与RexoFORM扫查器兼容，探测出由于腐蚀、磨蚀和侵蚀而造成的壁厚减薄
情况。

A14 ✓ ✓ ✓ ✓
可与RexoFORM扫查器兼容，探测出由于腐蚀、磨蚀和侵蚀而造成的壁厚减薄
情况。

A15 ✓ ✓
薄型设计。非常适用于锅炉管件、薄壁/细小管件的检测，以及高度空间极小的检
测应用。可与COBRA扫查器相兼容。

A17 ✓ 用于粗晶材料的检测；非常适用于较厚材料和衰减性较强的奥氏体材料的检测。

A25 ✓ ✓ 用于小直径薄壁粗晶材料管道的焊缝检测。

A26 ✓ ✓ 用于非常厚的粗晶材料焊缝的检测。

A27 ✓
用于粗晶材料的检测；非常适用于较薄材料和衰减性较弱的奥氏体材料及带堆焊
层管道的检测。

A31 ✓ ✓ 用于检测厚度范围从3毫米到26毫米的碳钢焊缝的主要探头。

A32 ✓ ✓ 用于检测厚度范围从12毫米到60毫米的碳钢焊缝的主要探头。

AWS ✓ ✓ AWS焊缝检测。

NW1 ✓ ✓

用于近壁和封闭接触空间的复合材料检测应用。NW2 ✓ ✓

NW3 ✓ ✓

PWZ1 ✓ ✓ 用于检测厚度超过50毫米的碳钢焊缝的主要探头（16:128）。

PWZ3 ✓ ✓

DGS1 ✓ ✓ ✓ DGS应用。

I1 ✓ ✓

I2 ✓ ✓

I3 ✓ ✓

I4 ✓ HydroFORM的腐蚀成像解决方案。

I5 ✓ ✓
低频、大孔径相控阵探头，用于检测较厚的复合材料，如：风力涡轮机叶片中的
部件。

Rex1 ✓ ✓ 用于腐蚀检测的双晶线性阵列探头。

Ult1 ✓ ✓ 用于在温度高达150 °C的表面上进行腐蚀检测的双晶线性阵列探头。

IWP1 ✓ ✓ 用于RollerFORM扫查器的相控阵探头。

FA1 ✓ ✓ 与FlexoFORM管道弯头扫查器和SFA1楔块系列一起使用的灵活的相控阵探头。

IWP3 ✓ ✓ EdgeFORM接缝扫查器。

表中所提供的信息为一般性应用指南。请在订货前咨询您的奥林巴斯销售代理。

线缆长度

阵列类型

激活孔径

晶片高度

晶片数量

频率

连接器类型

线缆类型

外壳类型

探头类型
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一个5 .0 MHz A32焊缝系列探头的模拟显示； 
32个晶片的孔径，在碳钢制55°横波楔块之上。 
没有使用偏转或聚焦。
*声束模拟基于理论模型。实际应用的结果可能会有
所变化。
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用于特定解决方案的探头
焊缝系列

优势特性 
 • 适用于焊缝检测的优化设计

 • 技术领先的信噪比性能

 • 宽泛的厚度测量范围

 • 提高了与工件耦合的性能

 • 在声学上，可与Rexolite匹配

典型应用

A31和A32探头

 • 使用角度声束对3毫米到60毫米的厚焊缝进行手动或自动检
测

 • 提供用于横波或纵波检测的创新型楔块设计

优势特性 
 • 使用可在次轴上优化聚焦的薄型相控阵探头，提高了检测薄
壁管道上细小缺陷的能力

 • 可检测外径处于21毫米～114毫米范围之内的标准管道。

 • A15系列可在距管道12毫米的狭小空间内操作 
（针对所有标准管道）

 • COBRA扫查器上可以最多安装两个相控阵探头，因此可以
在单次扫查中完全覆盖焊缝

 • A25双晶线性阵列探头可以对奥氏体材料进行检测

 • 经过配置，可以进行单侧检测，对直管与管件的焊接部位进
行评估

 • 可从直管行的一侧方便地安装和操控扫查器

 • 可与各种楔块结合在一起使用，完成大多数角度声束检测
应用

探头的技术规格和尺寸

工件编号 订购编号
频率

（MHz） 晶片数量
晶片间距 
（毫米）

激活孔径 
（毫米）

晶片高度 
（毫米）

外型尺寸
毫米（英寸）

长 宽 高

5L32-A31 Q3300178 5 .0 32 0 .60 19 .2 10 .0 30 (1 .18) 28 (1 .10) 25 (0 .98)

7 .5L32-A31 Q3300339 7 .5 32 0 .60 19 .2 10 .0 30 (1 .18) 28 (1 .10) 25 (0 .98)

10L32-A31 Q3300530 10 .0 32 0 .60 19 .2 10 .0 30 (1 .18) 28 (1 .10) 25 (0 .98)

2 .25L32-A32 Q3300341 2 .25 32 1 .0 32 .0 10 .0 40 (1 .57) 28 (1 .10) 26 (1 .02)

5L32-A32 Q3300180 5 .0 32 1 .0 32 .0 10 .0 40 (1 .57) 28 (1 .10) 26 (1 .02)

5L64-A32 Q3300179 5 .0 64 0 .50 32 .0 10 .0 40 (1 .57) 28 (1 .10) 26 (1 .02)

这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2 .5米长的线缆，也可以根据用户的特殊要求，配备其它类型的连接器和其它长度的线缆。

探头的技术规格和尺寸

工件编号 订购编号
频率

（MHz） 晶片数量
晶片间距 
（毫米）

激活孔径
（毫米）

晶片高度 
（毫米）

外型尺寸
毫米（英寸）

长 宽 高

7 .5CCEV35-A15 U8330826 7 .5 16 0 .50 8 .0 10 .0 26 (1 .02) 22 (0 .87) 9 .7 (0 .38)

5CCEV35-A15 U8331163 5 .0 16 0 .50 8 .0 10 .0 26 (1 .02) 22 (0 .87) 9 .7 (0 .38)

10CCEV35-A15 U8331014 10 .0 32 0 .25 8 .0 7 .0 26 (1 .02) 22 (0 .87) 9 .7 (0 .38)

5DL16-12X5-A25 Q3301132 5 .0 双晶16（线性） 0 .75 12×5 5 .0 24 (0 .94) 24 (0 .94) 18 (0 .71)

这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2 .5米长的线缆，也可以根据用户的特殊要求，配备其它类型的连接器和其它长度的线缆。

小直径管道的焊缝（COBRA扫查器）

A31 A32

A15

A25

典型应用

A15和A25探头

薄壁应用

 • 小直径管道焊缝的检测

 • 锅炉管件

 • 低矮的空间

 • 工艺管道
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腐蚀成像 奥氏体、镍及其它粗晶合金

双晶矩阵（DMA）探头

探头的技术规格和尺寸

工件编号 订购编号
频率

（MHz） 晶片数量
晶片间距
（毫米）

激活孔径
（毫米）

晶片高度
（毫米）

外型尺寸
毫米（英寸）

长 宽 高

2 .25DM7X4-A17 U8331715 2 .25 双晶28（7×4矩阵） 2 .71 19×12 3 .0 34 (1 .34) 16 (0 .63) 25 (0 .98)

2 .25DL32-32X12-A26 Q3301043 2 .25 双晶32（线性） 1 .0 32×12 12 .00 48 .2 (1 .9) 16 .5(0 .65) 26 .4(1 .04)

4DL32-32X12-A26 Q3301480 4 .0 双晶32（线性） 1 .0 32×12 12 .00 48 .2 (1 .9) 16 .5(0 .65) 26 .4(1 .04)

4DM16X2-A27 Q3300060 4 .0 双晶32 
（16×32矩阵）

1 .0 16×6 3 .0 29 (1 .14) 10 (0 .39) 20 (0 .79)

这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2 .5米长的线缆，也可以根据用户的特殊要求，配备其它的连接器和其它长度的线缆。

探头的技术规格和尺寸

工件编号 订购编号
频率

（MHz） 晶片数量
晶片间距 
（毫米）

激活孔径
（毫米）

晶片高度
（毫米）

线缆长度

外型尺寸
毫米（英寸）

长 宽 高

2 .25L64-I4 U8331125 2 .25 64 1 .0 64 .0 7 .0 7 .5 73 (2 .87) 24 (0 .94) 25 (0 .98)

5L64-I4 U8331162 5 .0 64 1 .0 64 .0 7 .0 7 .5 73 (2 .87) 24 (0 .94) 25 (0 .98)

7 .5L64-I4 U8330955 7 .5 64 1 .0 64 .0 7 .0 7 .5 73 (2 .87) 24 (0 .94) 25 (0 .98)

7 .5DL32-REX1-P-2 .5-OM-
IHC-RW Q3300635 7 .5 双晶32 1 .0 32 .0 5 .0 2 .5 66 (2 .57) 40 (1 .58) 38 (1 .5)

7 .5DL32-32X5-ULT1-H150-
2 .5-OM-IHC-RW Q3300636 7 .5 双晶32 1 .0 32 .0 5 .0 2 .5 66 (2 .57) 40 (1 .58) 38 (1 .5)

7 .5DL32-32X5-REX1-P-
7 .5-OM-IHC-RW Q3300649 7 .5 双晶32 1 .0 32 .0 5 .0 7 .5 66 (2 .57) 40 (1 .58) 38 (1 .5)

HydroFORM扫查器

优势特性
 • 局部水浸技术

 • 耦合效果得到优化，可以检测粗糙的表面

 • 大面积覆盖

 • 避免了楔块反射

 • 方便的表面回波同步，用于外壁和内壁腐蚀的监测

典型应用

I4探头

腐蚀成像应用

 • 可以对中等大小及大面积区域进行手动或自动腐蚀检测，完
成对剩余壁厚或内部腐蚀材料的测量

双晶线性阵列（DLA）腐蚀探头

优势特性
 • 一发一收技术

 • 极大地减少了表面回波，从而优化了表面分辨率

 • 可拆装式弧面延迟块

 • 内置灌溉

 • 环部件可调节，增强了稳定性和耐磨性

 • 与双晶UT技术相比，DLA具有更高的探出率、更好的成像效
果、更大的覆盖范围，以及增强的数据点密度

典型应用

REX1探头

 • 可以对较小及中等大小的区域进行手动或自动检测，完成对
剩余壁厚或内部腐蚀材料的测量

ULT1探头

 • 可以对较小及中等大小的区域进行手动检测，完成对表面
温度高达150 °C工件的剩余壁厚或内部腐蚀区域壁厚的测
量。

优势特性 
 • 具有在粒状材料中发送和接收纵波的能力

 • 增强了在不锈钢材料中的穿透能力，这些材料包括奥氏体合
金、耐腐蚀合金，以及异种材料焊缝

 • 优异的信噪比

典型应用

A17、A26和A27探头

不锈钢焊缝的应用

 • 耐腐蚀合金（CRA）
 • 不锈钢

 • 奥氏体材料

 • 堆焊层管道

 • 异种材料焊缝

A17

A26

A27
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一个5 .0 MHz A10焊缝系列探头的模拟显示； 
16个晶片的孔径，在碳钢制55°横波楔块之上。 
没有使用偏转或聚焦。
*声束模拟基于理论模型。实际应用的结果可能会有所变化。
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相控阵探头
A00、A0和A10小接触面探头

小接触面探头的优势特性
 • 可进入狭窄的区域 
（A00探头的底面面积只有8 × 8平方毫米）

 • 线缆可以从侧面、背面或上面伸出

 • 特制的小接触面楔块

 • 10L16-A00用于飞机的划痕检测

典型应用

A10探头

 • 对6 .35毫米到38毫米的厚焊缝进行手动检测

 • 探测缺陷并定量缺陷

 • 检测铸件、锻件、管道、管件以及各种机械加工和结构部
件，以探测出裂纹和焊缝缺陷

探头的技术规格和尺寸

工件编号 订购编号
频率

（MHz） 晶片数量
晶片间距 
（毫米）

激活孔径 
（毫米）

晶片高度 
（毫米）

外型尺寸
毫米（英寸)

长 宽 高

10L16-A00 U8330145 10 .0 16 0 .31 5 .0 5 .0 8 (0 .31) 8 (0 .31) 23 (0 .91)

5L10-A0-SIDE U8330080 5 .0 10 0 .60 6 .0 6 .0 13 (0 .51) 10 (0 .39) 23 (0 .91)

5L10-A0-TOP U8330075 5 .0 10 0 .60 6 .0 6 .0 13 (0 .51) 10 (0 .39) 23 (0 .91)

10L10-A0-SIDE U8330110 10 .0 10 0 .60 6 .0 6 .0 13 (0 .51) 10 (0 .39) 23 (0 .91)

10L10-A0-TOP U8330111 10 .0 10 0 .60 6 .0 6 .0 13 (0 .51) 10 (0 .39) 23 (0 .91)

5L16-A10 U8330595 5 .0 16 0 .60 9 .6 10 .0 23 (0 .91) 16 (0 .63) 20 (0 .79)

10L32-A10 U8330251 10 .0 32 0 .31 9 .9 7 .0 23 (0 .91) 16 (0 .63) 20 (0 .79)

这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2 .5米长的线缆，也可以根据用户的特殊要求，配备其它类型的连接器和其它长度的线缆。

轮式探头

优势特性 
 • 只需少量耦合剂，即可获得优质耦合效果

 • 经过简便的设置，可获得高效C扫描

 • 25毫米的水延迟块，可以对厚度 
达50毫米的复合材料进行检测

 • 达51 .2毫米宽泛的声束覆盖范围

 • 衰减性较低的透明轮材料

典型应用

IWP1探头

复合材料应用

 • 复合材料和其它表面平滑材料的零度检测

 • 可依照飞机制造商现有的程序，进行使用

优势特性 
 • 只需少量耦合剂，即可获得优质耦合效果

 • 近表面分辨率可达1毫米

 • 检测厚度在0 .5毫米到1 .5毫米范围内的光滑的平面和曲面
平板材料

 • 可检测厚度达20毫米的铝板（在带有10毫米延迟块时） 

 • 可以覆盖长达32毫米的粘结接缝

 • 调节导轮可以优化信号的稳定性

 • 晶片间距可为1 .0毫米和0 .36毫米，取决于对分辨率的要求

典型应用

汽车制造业的应用

 • 对粘合/胶合接缝（汽车后备箱、发动机罩和车门面板）中
的空隙进行编码数据检测

 • 检测较薄的平滑表面材料（钢或复合材料）

探头的技术规格和尺寸

工件编号 订购编号
频率

（MHz） 晶片数量
晶片间距 
（毫米）

激活孔径
（毫米）

晶片高度 
（毫米）

外型尺寸
毫米（英寸）

长 宽 高

3 .5L64-IWP1 Q3300030 3 .5 64 0 .80 51 .2 6 .4 144 (5 .66) 22 (0 .86) 22 (0 .86)

5L64-IWP1 Q3300029 5 .0 64 0 .80 51 .2 6 .4 144 (5 .66) 22 (0 .86) 22 (0 .86)

EdgeFORM-7 .5-32x1 Q3300912 7 .5 32 1 32 5 153 (6) 45 (1 .77) 45 (1 .77)

EdgeFORM-7 .5-32x0 .36 Q3300914 7 .5 32 0 .36 11 .5 5 153 (6) 45 (1 .77) 45 (1 .77)

这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2 .5米长的线缆，也可以根据用户的特殊要求，配备其它类型的连接器和其它长度的线缆。

10L16-A00 10L16-A00，带有SA00-N60S楔块 5L10-A0-TOP 10L32-A10
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一个2 .25 MHz A5深穿透探头的模拟显示； 
32个晶片的孔径，在碳钢制55°横波楔块之上。 
没有使用偏转或聚焦。
*声束模拟基于理论模型。实际应用的结果可能会有所变化。
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侧边聚焦阵列（CCEV）
这些与PipeWIZARD系统
或COBRA扫查器一起使
用对环焊缝进行检测的探
头，其晶片的被动面呈弯
曲形状，这样就可以在侧
边方向上聚焦声束。通过
一个整合型透镜，就可以

使用标准的楔块。这些可实现柱形聚焦的探头可以
大大减少对焊缝进行的过大和过量的修补。在使用
交互规则定量间断性缺陷的长度时，可以区分微小
缺陷指示的能力可谓是很大的优势。此外，在小管
道/薄壁样件的检测应用中，这类探头可以更好地
保持声束的能量。

A3、A4和A5深穿透探头

优势特性
 • 在声学上，可与Rexolite匹配

 • 可与许多楔块结合在一起使用，完成大多数角度声束应用

典型应用

A3、A4和A5探头

深穿透应用

 • 厚平板材料和焊缝

 • 锻件

 • 噪声大的材料或粗晶材料

A3 A5

探头的技术规格和尺寸

工件编号 订购编号
频率

（MHz） 晶片数量
晶片间距 
（毫米）

激活孔径
（毫米）

晶片高度 
（毫米）

外型尺寸
（毫米)

长 宽 高

3 .5L16-A3 U8330094 3 .5 16 1 .60 25 .6 16 .0 36 (1 .42) 36 (1 .42) 25 (0 .98)

5L16-A3 U8330092 5 .0 16 1 .20 19 .2 12 .0 36 (1 .42) 36 (1 .42) 25 (0 .98)

1 .5L16-A4 U8330098 1 .5 16 2 .80 44 .8 26 .0 57 (2 .24) 46 (1 .81) 30 (1 .18)

2 .25L16-A4 U8330692 2 .25 16 2 .00 32 .0 20 .0 57 (2 .24) 46 (1 .81) 30 (1 .18)

2 .25L32-A5 U8330141 2 .25 32 0 .75 24 .0 24 .0 29 (1 .14) 43 (1 .69) 24 (0 .94)

5L32-A5 U8330139 5 .0 32 0 .60 19 .2 20 .0 29 (1 .14) 43 (1 .69) 24 (0 .94)

这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2 .5米长的线缆，也可以根据用户的特殊要求，配备其它类型的连接器和其它长度的线缆。

A4
7 .5L60-PWZ1

优势特性
 • PWZ1和A16可与特殊的PipeWIZARD楔块一起使用，对环
焊缝进行自动检测（带有精密的灌溉通道和防磨硬质合金条
锁钉）

 • 可与CE认证的Hypertronics连接器一起订购

 • 适用于手动和自动检测

 • 提供可以侧向聚焦的探头，改进了缺陷长度的定量性能
（7 .5CCEV100-60-A16）

典型应用
 • 使用PipeWIZARD系统对环焊缝进行自动检测 
（PWZ1和A16外壳类型）

 • 对厚焊缝进行手动或自动检测

 • 探测缺陷并定量缺陷

 • 检测铸件、锻件、管道、管件以及各种机械加工和结构部
件，以探测出裂纹和焊缝缺陷

PWZ1和A16外壳

探头的技术规格和尺寸

工件编号 订购编号
频率

（MHz） 晶片数量
晶片间距
（毫米）

激活孔径
（毫米）

晶片高度
（毫米）

外型尺寸
毫米（英寸）

长 宽 高

5L60-PWZ1 U8330164 5 .0 60 1 .0 60 .0 10 .0 68 (2 .68) 26 (1 .02) 30 (1 .18)

7 .5L60-PWZ1 U8330144 7 .5 60 1 .0 60 .0 10 .0 68 (2 .68) 26 (1 .02) 30 (1 .18)

7 .5L60-PWZ1* U8330086 7 .5 60 1 .0 60 .0 10 .0 68 (2 .68) 26 (1 .02) 30 (1 .18)

5L60-A14 U8330785 5 .0 60 1 .0 60 .0 10 .0 68 (2 .68) 23 (0 .91) 20 (0 .79)

7 .5L60-A14 U8330804 7 .5 60 1 .0 60 .0 10 .0 68 (2 .68) 23 (0 .91) 20 (0 .79)

7 .5CCEV100-60-A16 U8330958 7 .5 60 1 .0 60 .0 18 .0 68 (2 .68) 29 (1 .14) 30 (1 .18)

7 .5CCEV100-60-A16** U8330796 7 .5 60 1 .0 60 .0 18 .0 68 (2 .68) 29 (1 .14) 30 (1 .18)

这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2 .5米长的线缆，也可以根据用户的特殊要求，配备其它类型的连接器和其它长度的线缆。 
* 这款探头的设计目的是用于PipeWIZARD系统，其标准配置包含一个CE Hypertronics连接器和一条0 .6米长的线缆。
** 这款探头的设计目的是用于PipeWIZARD系统，其标准配置包含一个CE Hypertronics连接器和一条0 .75米长的线缆。

5L60-A14

A3外壳 A4外壳 A5外壳

PWZ1、A14和A16管线探头
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水浸探头

10L128-I2

NW1、NW2和NW3近壁探头

优势特性
 • 近壁探头的两端具有较短的盲区（第一个晶片或最后晶片的
中心与外壳之间的距离为1 .5毫米）

 • 非常适合于复合材料通道检测

 • 复合材料的C扫描检测（分层、脱粘和多孔性）

5L64-NW1

探头的技术规格和尺寸

工件编号 订购编号
频率

（MHz） 晶片数量
晶片间距 
（毫米）

激活孔径
（毫米）

晶片高度 
（毫米）

外型尺寸（毫米）（英寸）

长 宽 高

3 .5L64-NW1 U8330148 3 .5 64 1 .0 64 .0 7 .0 66 (2 .60) 19 (0 .75) 25 (0 .98)

5L64-NW1 U8330134 5 .0 64 1 .0 64 .0 7 .0 66 (2 .60) 19 (0 .75) 25 (0 .98)

3 .5L24-NW2 U8330965 3 .5 24 1 .0 24 .0 7 .0 26 (1 .02) 19 (0 .75) 30 (1 .18)

5L24-NW2 U8330155 5 .0 24 1 .0 24 .0 7 .0 26 (1 .02) 19 (0 .75) 30 (1 .18)

3 .5L128-NW3 U8330695 3 .5 128 1 .0 128 .0 7 .0 130 (5 .12) 21 (0 .83) 35 (1 .38)

5L128-NW3 U8330647 5 .0 128 1 .0 128 .0 7 .0 130 (5 .12) 21 (0 .83) 35 (1 .38)

这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2 .5米长的线缆，也可以根据用户的特殊要求，配备其它类型的连接器和其它长度的线缆。

探头的技术规格和尺寸

工件编号 订购编号
频率

（MHz） 晶片数量
晶片间距 
（毫米）

激活孔径 
（毫米）

晶片高度 
（毫米）

外型尺寸
毫米（英寸)

长 宽 高

5L64-I1 U8330323 5 .0 64 0 .60 38 .4 10 .0 50 (1 .97) 19 (0 .75) 25 (0 .98)

10L64-I1 U8330012 10 .0 64 0 .50 32 .0 7 .0 50 (1 .97) 19 (0 .75) 25 (0 .98)

5L128-I2 U8330031 5 .0 128 0 .60 76 .8 10 .0 83 (3 .27) 21 (0 .83) 35 (1 .38)

10L128-I2 U8330004 10 .0 128 0 .50 64 .0 7 .0 83 (3 .27) 21 (0 .83) 35 (1 .38)

2 .25L128-I3 U8330351 2 .25 128 0 .75 96 .0 12 .0 102 (4 .02) 21 (0 .83) 35 (1 .38)

5L128-I3 U8330379 5 .0 128 0 .75 96 .0 10 .0 102 (4 .02) 21 (0 .83) 35 (1 .38)

0 .5L64-96X22-I5-P-5-OM Q3300971 0 .5 64 1 .5 96X22 22 120 34 50

1L64-96X22-I5-P-5-OM Q3300970 1 64 1 .5 96X22 22 120 34 50

除非另有规定，这些探头的标准配置都包含一个OmniScan连接器和一条2 .5米长的线缆，也可以根据用户的特殊要求，配备其它类型的连接器和其它长度的线缆。

一个5 MHz NW1近壁系列探头的模拟显示； 
8个晶片的孔径，在碳钢制0°纵波楔块之上。 
没有使用偏转或聚焦。
*声束模拟基于理论模型。实际应用的结果可能
会有所变化。

优势特性
 • 与水匹配的声学阻抗

 • 探头的设计可使其装配到水楔上，使其更方便地耦合到多种
表面上，并具有可调水中声程（当被检工件不能浸没到水箱
中时）

 • 线性扫查的单次扫查可以覆盖30毫米到90毫米的距离， 
而且具有很高的准确性

 • 耐腐蚀的不锈钢外壳

 • 具有防水特性，可保证在水下1米深的位置正常操作

典型应用
 • 对（钢、铝或其它材料制成的）薄板或管子进行检测

 • 对复合材料进行检测，探测出分层和脱粘等缺陷

 • 在线厚度测量

 • 自动扫查

优势特性
 • 0 .5 MHz和1 MHz的低频相控阵探头（96毫米孔径）

 • 纵向和横向探头架，有助于检测较厚的材料，并获得优质的
近表面分辨率

 • 可以通过手动方式或借助扫查器完成编码检测

典型应用
 • 检测风力涡轮机叶片的翼梁罩和抗剪腹板的粘接情况

 • 检测GFRM（玻璃纤维增强材料）或 
CFRM（碳纤维增强材料）

用于风力涡轮机检测的I5探头水浸检测

水浸探头的设计目的是与水楔一起使用，或者用于当被检样件部分或全部浸入水中时，在水浸箱中进行检测。

Aqualene楔块SNW1-0L-AQ25
奥林巴斯的Aqualene楔
块可提供优质的耦合效
果，改进测量方式，并
增强近表面分辨率。

Aqualene楔块可以与
NW1、NW2和NW3型
号相控阵探头一起使
用。用户在购买可选
的水回收系统（WR选

项）时可以订购这些楔块，以改善在不规则检测表
面上的接触效果，并在很大程度上减少水的流失。
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符合规范的探头
DGS1和A24 Atlas系列探头

4L16-DGS1

优势特性
 • 探头和楔块在同一个外壳中

 • 拥有最低剖面的探头楔块组合件， 
用于接触式角度声束的检测

 • 由于探头制造过程的特殊性，不需要在探头孔径 
和整合楔块之间另外加入耦合剂

 • 小巧的探头和楔块组装件，可以非常容易地进入到狭窄区域

 • 30°到70°钢中检测，横波或纵波

 • 持握方便

 • 用户可根据自己的需要订购内置有楔块的探头， 
以适用于特定的曲度半径

典型应用
 • 同时使用40°到70°角度声束，对6 .35毫米到19毫米厚的
表面（对接接头、角接接头及T型接头）进行手动焊缝检测

 • 对应力腐蚀裂纹进行手动检测

 • 符合AWS和DGS规范的应用

优势特性
 • 使用寿命长：可以更换的防磨面延长了探头的使用寿命

 • 用途广泛：纵波0°检测，扫频+30°到 -30°
 • 覆盖很宽的厚度范围：2 .0 MHz和4 .0 MHz探头 
具有这个特性

 • 相似的外壳类型：使用相控阵技术的标准Atlas系列外壳

典型应用
 • 检测桥梁的销钉和螺栓

 • 锻件

R1、R4和R5曲面阵列探头

R外壳

3 .5CC25-R43 .5CC10 .2-R1 3 .5CC50-R5

优势特性
 • 与水匹配的声学阻抗

 • 环绕半径的较高的周向分辨率

 • 耐腐蚀的不锈钢外壳

 • 具有防水特性，可保证在水下1米深的位置正常操作

 • 与可调水浸楔块相兼容（参见第28页的示意图）

典型应用
 • 碳纤维增强聚合物（CFRP）边角的检测

 • 对复合材料进行检测，以探测出分层缺陷

探头的技术规格和尺寸

工件编号 订购编号 外壳类型
频率

（MHz） 晶片数量
晶片间距 
（毫米）

激活孔径
（毫米）

晶片高度
（毫米）

半径
（毫米）
（R）

角度 
（度）
（A）

检测类型

3 .5CC10 .2-
16-R1 U8330453 R1 3 .5 16 1 .0 16 5 .0 10 .2 90 内壁

5CC10 .2-16-R1 U8330709 R1 5 .0 16 1 .0 16 5 .0 10 .2 90 内壁

3 .5CC25-32-R4 U8330629 R4 3 .5 32 1 .32 42 .3 6 .0 25 .0 90 内壁和
外壁

5CC25-32-R4 U8330479 R4 5 .0 32 1 .32 42 .3 6 .0 25 .0 90 内壁和
外壁

3 .5CC50-64-R5 U8330630 R5 3 .5 64 1 .65 105 .6 6 .0 50 .0 121 外壁

5CC50-64-R5 U8330636 R5 5 .0 64 1 .65 105 .6 6 .0 50 .0 121 外壁

这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2 .5米长的线缆，也可以根据用户的特殊要求，配备其它类型的连接器和其它长度的线缆。

探头的技术规格和尺寸

工件编号 订购编号
频率

（MHz） 晶片数量
晶片间距 
（毫米）

激活孔径
（毫米）

晶片高度
（毫米）

钢中额定折
射声束角度

整
合
型
楔
块

外型尺寸 
毫米（英寸）

长 宽 高

2L8-8X9-DGS1 U8330598 2 .0 8 1 .0 8 .0 9 .0 58°横波 有 27 (1 .06) 17 (0 .67) 22 (0 .87)

4L16-8X9-DGS1 U8330597 4 .0 16 0 .5 8 .0 9 .0 58°横波 有 27 (1 .06) 17 (0 .67) 22 (0 .87)

2L16-16X16-A24 Q3300915 2 .0 16 1 .0 16 .0 16 .0 0°纵波 无 25 (0 .98) 38 (1 .50) 18 (0 .71)

4L16-16X16-A24 Q3300916 4 .0 16 1 .0 16 .0 16 .0 0°纵波 无 25 (0 .98) 38 (1 .50) 18 (0 .71)

这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2 .5米长的线缆，也可以根据用户的特殊要求，配备其它类型的连接器和其它长度的线缆。
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探头选项和备用零件
传统探头
PWZ3、A1、A2、A11和A12探头的技术规格和尺寸

探头的技术规格和尺寸

工件编号 订购编号
频率

（MHz） 晶片数量
晶片间距 
（毫米）

激活孔径 
（毫米）

晶片高度 
（毫米）

外型尺寸
毫米（英寸）

长 宽 高

5L32-PWZ3 U8330770 5 .0 32 1 .0 32 .0 10 .0 40 (1 .57) 26 (1 .02) 30 (1 .18)

7 .5L32-PWZ3 U8330209 7 .5 32 1 .0 32 .0 10 .0 40 (1 .57) 26 (1 .02) 30 (1 .18)

10L32-PWZ3 U8330221 10 .0 32 1 .0 32 .0 10 .0 40 (1 .57) 26 (1 .02) 30 (1 .18)

2 .25L16-A1 U8330624 2 .25 16 0 .75 12 .0 12 .0 17 (0 .67) 29 (1 .14) 25 (0 .98)

5L16-A1 U8330070 5 .0 16 0 .60 9 .6 10 .0 17 (0 .67) 29 (1 .14) 25 (0 .98)

10L32-A1 U8330633 10 .0 32 0 .31 9 .9 7 .0 17 (0 .67) 29 (1 .14) 25 (0 .98)

2 .25L64-A2 U8330580 2 .25 64 0 .75 48 .0 12 .0 53 (2 .09) 29 (1 .14) 35 (1 .38)

5L64-A2 U8330072 5 .0 64 0 .60 38 .4 10 .0 53 (2 .09) 29 (1 .14) 35 (1 .38)

10L64-A2 U8330658 10 .0 64 0 .60 38 .4 7 .0 53 (2 .09) 29 (1 .14) 35 (1 .38)

5L32-A11 U8330274 5 .0 32 0 .60 19 .2 10 .0 25 (0 .98) 23 (0 .91) 20 (0 .79)

5L64-A12 U8330593 5 .0 64 0 .60 38 .4 10 .0 45 (1 .77) 23 (0 .91) 20 (0 .79)

2 .25L64-A12 U8330982 2 .25 64 0 .60 38 .4 10 .0 45 (1 .77) 23 (0 .91) 20 (0 .79)

这些探头的标准配置包含一个OmniScan连接器和一条2 .5米长的线缆，也可以根据用户的特殊要求，配备其它类型的连接器和其它长度的线缆。

5L16-A1 5L32-A11

5L64-A125L64-A2

OL OmniScan连接器

 • 在相控阵探头的OmniScan连接器中
添加了一个常规UT通道 
（LEMO 00连接器

 • 使用单一设置即可同时或轮换使用相
控阵和脉冲回波方式进行检测

 • 要订购这个选项，需将仪器连接器编
码的OM改为OL

金属外皮

 • 提供机械方面的保护，以防止线缆
受到切割、划刻、磨损和恶劣环境的
损坏

 • 适用于大多数标准探头的线缆和延长
线缆

PA探头连接器的备用零件

连接器的底座，工件编号： 
PAPROBE-A-Base [U8100139]
连接器底座的外壳，工件编号： 
PAprobe-A-basecap [U8100138]
连接器的外壳，工件编号： 
PAprobe-A-Cover [U8100140]

1

2

3

1

2

3

备用螺钉套装

工件编号 订购编号 说明

SCREW KIT, M3 × 22MM LG, 
CAPTIVE, PP

U8779634 一套（16个）SCRW-0068；M3 × 22毫米，十字盘头固定螺钉， 
用于A10、A11、A12、A14、A17、A26和A27型外壳。

SCREW KIT, 1-64 Captive Custom U8779635 一套（16个）SCRW-10010，1-64，自行定制的固定螺钉，用于A15型外壳。

SCREW KIT, M3 × 12MM LG, 
CAPTIVE, PP

U8779636 一套（12个）SCRW-10096；M3 × 12毫米，带槽帽固定螺钉，用于A1、A2、A3, A4和A5型外壳。

SCREW KIT, M3 × 22MM LG, 
CAPTIVE, PP

U8779637 一套（12个）SCRW-10097；M3 × 22毫米，带槽帽固定螺钉，用于A10、A11和A12型外壳。

SCREW KIT, M3 × 12MM LG, CAPTIVE 
PP

U8779638 一套（24个）SCRW-0009；M3 × 12毫米，十字盘头固定螺钉， 
用于A1、A2、A3、A4、A5、A31和A32型外壳。

SCREW KIT M3 CAPTIVE, SHCS 16 MM U8779672 一套（16个）SCRW-0048，M3 × 16毫米，固定螺钉， 
用于PWZ1、PWZ2、PWZ3和PWZ4型外壳。

SCREW KIT, 1-64 × 1/8" CAPTIVE 
CUSTOM

Q3301131 3301131 / 一套（16个）1-64 × 1/8”自行定制的固定螺钉，用于A25型外壳
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用于角度声束探头的楔块

优势特性
 • 可为30°到70°之间的横波或纵波角度声束检测，提供0°、45°、55°和60°的标准钢中折射角度

 • 不锈钢的螺钉插孔可使探头和楔块牢固地接合在一起

 • 所提供的楔块有不同的IHC可选类型：灌溉型、带孔型（用于安装到奥林巴斯的扫查器上）， 
以及带硬质合金条的类型（用于防止磨损）

 • 楔块的设计目的是有助于进行手动或自动扫查（IHC）

 • 用户可以订购具有特定折射角度的定制楔块；还可以自行定制楔块的形状与轮廓

SA00-N55SSA00-N60S SA31-N55S SA32-N55S

SA2-0L

可拆装接触式防磨面

应用
 • 对锻件和较厚的材料进行接触式0度检测

优势特性
 • 在接触式检测应用中使用这款探头；具有自行粘合的特性，
可被方便地安装、拆除和更换

 • 可以为角度声束PA探头任何尺寸的孔径制造防磨面

 • 在接触式检测中使用角度声束探头

 • 保护探头的匹配层

 • 与使用0度楔块的检测相比，减少了探头所需的高度空间

 • 可被方便地安装、拆除和更换

订购编号 探头类型

U8779734 A0

U8779400 A00

U8779375 A1

U8779642 A10

U8779769 A11

U8779643 A12

U8779656 A14

U8779658 A15

U8779770 A16

U8779376 A2

U8779737 A3

U8779768 A4

U8779681 A5

U8779684 AWS1

U8779650 NW1

U8779651 NW2

U8779652 NW3

U8779657 PWZ1

防磨面成套出售，每套包含12片。

楔块类型

SA = 用于A型探头的楔块

SAWS = 用于AWS型探头的楔块

SNW = 用于NW型近壁探头的楔块

SPWZ = 用于PWZ型PipeWIZARD探头的楔块

探头架

N = 正常

L = 侧边（90°斜角）

DN = 双晶正常

钢中折射角度

0 = 0°

55 = 55°

60 = 60°

波型

S = 横波

L = 纵波

选项

IHC = 灌溉、扫查器孔及硬质合金防磨钉

IHC-C = 灌溉、扫查器孔及复合材料防磨钉

IHS = 灌溉、扫查器孔及不锈钢框

曲度类型

AOD = 轴向外径（周向扫查）

COD = 周向外径（轴向扫查）

管材直径

测量的管材外径（英寸）

用于为角度声束探头订购楔块的编码系统

SA31-N55S-IHC-AOD16

订购楔块时所用的术语

楔块类型 选项 管材直径

曲度类型波型

钢中折射角度

探头架
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标准轴向外径（AOD）楔块的曲度值

管材的外径
（英寸）

曲度范围

最小值
毫米（英寸)

最大值
毫米（英寸）

楔块类型：SA1、SA2、SA3、SA4、SA5、 
SPWZ1、SPWZ3、SI1、SI2和SI3

2  45 .7 (1 .8)  50 .8 (2)

2 .25  50 .8 (2)  57 .1 (2 .25)

2 .5  57 .1 (2 .25)  63 .5 (2 .5)

3  63 .5 (2 .5)  76 .2 (3)

3 .25  76 .2 (3)  82 .5 (3 .25)

3 .5  82 .5 (3 .25)  88 .9 (3 .5)

4  88 .9 (3 .5)  101 .6 (4)

4 .5  101 .6 (4)  114 .3 (4 .5)

5  114 .3 (4 .5)  127 .0 (5)

6  127 .0 (5)  152 .4 (6)

7  152 .4 (6)  177 .8 (7)

8  177 .8 (7)  203 .2 (8)

10  203 .2 (8)  254 .0 (10)

12  254 .0 (10)  304 .8 (12)

16  304 .8 (12)  406 .4 (16)

22  406 .4 (16)  555 .8 (22)

30  558 .8 (22)  762 .0 (30)

平面  762 .0 (30) 到平面

楔块类型：SA10*、SA11*、SA12*、SA14*、 
SA31和SA32

2 .375  50 .8 (2)  60 .3 (2 .375)

2 .875  60 .3 (2 .375)  73 .0 (2 .875)

3 .5  73 .0 (2 .875)  88 .9 (3 .5)

4  88 .9 (3 .5)  101 .6 (4)

4 .5  101 .6 (4)  114 .3 (4 .5)

5 .563  114 .3 (4 .5)  141 .3 (5 .563)

6 .625  141 .3 (5 .563)  168 .3 (6 .625)

8 .625  193 .7 (7 .625)  219 .0 (8 .625)

10 .75  219 .0 (8 .625)  273 .0 (10 .75)

12 .75  273 .0 (10 .75)  323 .8 (12 .75)

16  323 .8 (12 .75)  406 .4 (16)

24  406 .4 (16)  609 .6 (24)

平面  609 .6 (24) 到平面

管材的外径
（英寸）

曲度范围

最小值
毫米（英寸）

最大值
毫米（英寸）

楔块类型：ST和SPE
2  44 .4 (1 .75)  50 .8 (2)

2 .25  50 .8 (2)  51 .7 (2 .25)

2 .5  57 .1 (2 .25)  63 .5 (2 .5)

3  63 .5 (2 .5)  76 .2 (3)

3 .5  76 .2 (3)  88 .9 (3 .5)

4  88 .9 (3 .5)  101 .6 (4)

5  101 .6 (4)  127 .0 (5)

6  127 .0 (5)  152 .4 (6)

8  152 .4 (6)  203 .2 (8)

12  203 .2 (8)  304 .8 (12)

16  304 .8 (12)  406 .4 (16)

22  406 .4 (16)  558 .8 (22)

平面  555 .8 (22) 到平面

* 4英寸以下的IHC被整合到Rexolite。楔块不与IHC环兼容。平面楔块可用于外径
大于12 .75英寸的管材检测。

SPWZ1-N55S-IHCSA0-0LSA00-N60S

楔块的技术规格和尺寸

工件编号 探头类型 额定折射声束角度（钢中） 推荐扫查角度（度） 探头方向
楔块尺寸（毫米）

长 宽 宽* 高

SA00-0L A00 0°纵波 −30 ～ 30 正常 16 12 不适用 12
SA00-N60S A00 60°横波 40 ～ 70 正常 21 14 不适用 13
SA0-0L A0 0°纵波 −30 ～ 30 正常 23 12 不适用 11
SA0-N60S A0 60°横波 40 to 70 正常 32 18 不适用 21
SA1-0L A1 0°纵波 −30 ～ 30 正常 29 30 30 20
SA1-N60S A1 60°横波 40 ～ 70 正常 30 30 40 16
SA1-N60L A1 60°纵波 40 ～ 70 正常 28 30 40 21
SA2-0L A2 0°纵波 −30 ～ 30 正常 65 30 40 20
SA2-N60L A2 60°纵波 40 ～ 70 正常 79 30 40 50
SA2-N55S A2 55°横波 40 ～ 70 正常 69 30 40 43
SA3-0L A3 0°纵波 −30 ～ 30 正常 38 37 50 20
SA3-N45S A3 45°横波 40 ～ 60 正常 55 37 50 30
SA3-N45L A3 45°纵波 30 ～ 60 正常 55 37 50 49
SA3-N60S A3 60°横波 40 ～ 70 正常 58 37 50 32
SA3-N60L A3 60°纵波 40 ～ 70 正常 53 37 50 40
SA4-0L A4 0°纵波 −30 ～ 30 正常 59 47 55 20
SA4-N45S A4 45°横波 40 ～ 60 正常 90 47 55 51
SA4-N45L A4 45°纵波 30 ～ 60 正常 88 47 55 85
SA4-N60S A4 60°横波 40 ～ 70 正常 86 47 55 45
SA4-N60L A4 60°纵波 40 ～ 70 正常 83 47 55 68
SA5-0L A5 0°纵波 −30 ～ 30 正常 38 45 55 20
SA5-N45S A5 45°横波 40 ～ 60 正常 57 47 55 37
SA5-N60S A5 60°横波 40 ～ 70 正常 46 43 55 25
SA5-N60L A5 60°纵波 40 ～ 70 正常 39 50 55 41
SA10-0L A10 0°纵波 −30 ～ 30 正常 25 23 40 20
SA10-N55S A10 55°横波 40 ～ 70 正常 23 23 40 14
SA10-N60L A10 60°纵波 40 ～ 70 正常 26 23 40 30
SA11-0L A11 0°纵波 −30 ～ 30 正常 35 23 40 23
SA11-N55S A11 55°横波 40 ～ 70 正常 41 23 40 29
SA11-N60L A11 60°纵波 40 ～ 70 正常 43 23 40 53
SA12-0L A12 0°纵波 −30 ～ 30 正常 58 23 40 20
SA12-N55S A12 55°横波 40 ～ 70 正常 73 45 40 45
SA12-N60L A12 60°纵波 40 ～ 70 正常 61 23 40 53
SA14-0L A14 0°纵波 −30 ～ 30 正常 80 23 40 20
SA14-N55S A14 55°横波 40 ～ 70 正常 96 23 40 49
SA15-N60S A15 60°横波 40 ～ 70 正常 18 22 不适用 12
SA16-N55S A16 55°横波 40 ～ 70 正常 85 31 40 44
SA31-0L A31 0°纵波 -30 ～ 30 正常 40 30 40 20
SA31-N55S A31 55°横波 40 ～ 70 正常 49 30 40 32
SA31-N60L A31 60°纵波 40 ～ 70 正常 39 30 40 31
SA32-0L A32 0°纵波 -30 ～ 30 正常 50 30 40 20
SA32-N55S A32 55°横波 40 ～ 70 正常 62 30 40 33
SA32-N60L A32 60°纵波 40 ～ 70 正常 56 30 40 43
SAWS1-N60S AWS1 60°横波 40 ～ 70 正常 45 38 不适用 32
SAWS1-0L AWS1 0°纵波 -30 ～ 30 正常 38 38 不适用 40
SNW1-0L NW1 0°纵波 不适用 正常 66 32 32 22
SNW1-0L-AQ25 NW1 0°纵波 不适用 正常 71 40 40 37
SNW1-0L-AQ25-WR NW1 0°纵波 不适用 正常 93 40 40 39
SNW1-0L-IHC-C NW1 0°纵波 不适用 正常 66 32 32 22
SNW2-0L NW2 0°纵波 不适用 正常 26 32 32 22
SNW2-0L-AQ25 NW1 0°纵波 不适用 正常 31 40 40 37
SNW2-0L-AQ25-WR NW1 0°纵波 不适用 正常 53 40 40 39
SNW3-0L NW3 0°纵波 不适用 正常 130 32 32 22
SNW3-0L-AQ25 NW1 0°纵波 不适用 正常 135 40 40 37
SNW3-0L-AQ25-WR NW1 0°纵波 不适用 正常 157 40 40 39
SPWZ1-0L PWZ1 0°纵波 -30 ～ 30 正常 75 30 40 20
SPWZ1-N55S PWZ1 55°横波 40 ～ 70 正常 87 30 40 45
SPWZ3-0L PWZ3 0°纵波 -30 ～ 30 正常 40 30 40 20
SPWZ3-N55S PWZ3 55°横波 40 ～ 70 正常 65 30 40 38
SPWZ3-N60L PWZ3 60°纵波 40 ～ 70 正常 64 30 40 35

*宽度的计算包含可选的IHC楔块。



X X
T 

Y 

Angle 

Z

Center of  
first element 

L W

H

28 29

楔块偏移参数

我们为每个楔块都提供了楔块技术规格表。这个表为OmniScan和TomoView软件提供了相控阵探头第一个晶片的楔块偏
移参数。必须注意，所提供的值只适用于表中所列的几种楔块和探头组合。

注意如果楔块技术规格表的标题中出现“reverse”（反
转）字样，则意味着探头被朝向后面安装在楔块上。

OmniScan软件的楔块参数
X 主轴偏移

Y 次轴偏移（当探头处于中间时为0）

Z 高度

TomoView软件的楔块参数
XT 第一晶片中间位置的主轴偏移（毫米）

Y 第一晶片中间位置的次轴偏移（毫米）（从楔块侧面测量）

Z 第一晶片中间位置的高度（毫米）

如何找到楔块参数
1. 在OmniScan或TomoView的楔块数据库中找到适当的楔块。

选择了楔块型号后，参数会被自动设置。

2. 如果数据库中还没有所需楔块，用户可以从www .olympus-
ims .com网址中的服务与支持页面中下载最新的数据库更
新。

3. 找到随楔块提供的楔块技术规格表中的值，并手动输入参数
值。

4 . 电话联系您所在地的销售代理。

Québec (Québec) G1P 4S9 Fax: 1-418-872-5431
Canada Web site: www.olympus-ims.com

Wedge Speci�cation Sheet

SA1-N60S-IHC 
2L16-A1,5L16-A1 AND 10L32-A1

Wedge Parameters

Model Serial Number
SA1-N60S-IHC 

Wedge Angle Orientation Velocity
39,00 Normal 2330,00
Pri. Offset Sec. Offset Height
-27,30 0,00 5,00

39,00 2330,00 -27,30 0,00 5,00
Angle: Velocity: Pri. Offset: Sec. Offset: Height:
(deg) (m ⁄s) (mm) (mm) (mm)

Wedge

SA1-N60S-IHC 

Flat

Primary axis offset of the middle of the first element (mm)

Secondary axis offset of the middle of the first element (mm)

Primary axis position of wedge reference (mm)

Secondary axis position of wedge reference (mm)

Wedge length (mm)

Wedge width (mm)

Manage

Olympus NDT  Canada
505, boul. du Parc-Technologique Tel.: 1-418-872-1155

OmniScan Wedge Parameters

Height at the middle of the first element (mm)

TomoView Wedge Parameters

Orientation:

39,000
0,000
2330,00

Save
Normal

40,000

Sound velocity (m/s)

Footprint

Wedge angle (deg)

Roof angle (deg)

30,300

3,000
5,000

20,000

-30,300
-20,000

Wedge:
Pr obe:

Close

Browse

New

Edit

mm

m/s°
mmmm

用于曲面阵列探头的水浸边角楔块

优势特性

复合材料圆角的水浸检测

 • 提供带有各种特定半径和角度及可调节半径的楔块，以适用于各种被检部件

 • 楔块的设计可使用户完成手动扫查

 • 楔块的设计可与Mini-Wheel（袖珍轮）编码器一起使用

订购楔块时所用的术语

用于为曲面阵列探头订购楔块的编码系统

SR1-I90-0.125

SR1-I81-ADJ SR4-IE90-ADJ

楔块类型

SR1 = 用于R1型曲面探头的楔块

SR4 = 用于R4型曲面探头的楔块

SR5 = 用于R5型曲面探头的楔块

检测类型

I = 内部

E = 外部

被检工件的角度 (°)

81 = 81°

90 = 90°

98 = 98°

可提供自定义角度的楔块。

半径

半径，单位为英寸

ADJ = 半径可调

注意：不是所有角度或半径的楔块都提供。请咨询您的奥林巴斯代理商，就您的特定应用进行商谈。

楔块类型 半径

被检工件的角度 
检测类型

楔块的技术规格和尺寸

工件编号 订购编号 探头类型 被检工件的角度 (°)
半径范围 

毫米（英寸）
检测类型

SR1-I81-ADJ U8720659 R1 81 4 ～ 14（0 .16 ～ 0 .55） 内壁

SR1-I90-ADJ U8720638 R1 90 3 ～ 14（0 .12 ～ 0 .55） 内壁

SR1-I98-ADJ U8720660 R1 98 3 ～ 13（0 .12 ～ 0 .51） 内壁

SR4-IE90-ADJ U8720608 R4 90 3 ～ 20（0 .12 ～ 0 .79） 外壁/内壁
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Understanding Phased Array Technology
Basic Concepts

Phased Array Probes

Time-Corrected Gain

Defect Positioning

Angle Beam
Angle beam probes are used with a removable or 
integrated wedge to transmit a refracted shear or 
longitudinal wave into a test piece. They are designed 
for a wide range of applications and can be used to 
vary the refracted beam angle or the skew of the beam, 
depending on the wedge orientation. The probe face is 
acoustically matched to the wedge material.

Near Wall
The near wall probe is designed to minimize the dead 
zone at probe ends by reducing the distance between 
the last available element and the external edge of the 
housing. This probe type is useful for composite radius 
and corner inspections or any application requiring close 
contact to a wall using a 0° wedge.

Immersion
Immersion probes are designed to be used with a 
water wedge or in an immersion tank when the test 
part is partially or wholly immersed. The water acts as 
a uniform couplant and delay line. Immersion probes 
are longitudinal-wave probes that can be set up for 
refracted shear-wave inspection under water. Immersion 
probes are mostly intended for automated inspections.

2-D and 1.5-D Arrays
Two-dimensional arrays have multiple strips of linear 
arrays, enabling electronic focusing and steering in 
both probe axes. 2-D arrays have the same number of 
elements in both dimensions, whereas 1.5-D applies 
to probes with any combination of uneven numbers of 
elements. The probes can be used for achieving optimal 
focusing capability or to cover a defi ned area without 
probe movement.

Dual Arrays
Two linear or two 1.5-D array probes can be positioned 
on a roof-angled wedge. One of the probes is used 
as a transmitter whereas the other probe is used as a 
receiver. This confi guration off ers optimal performance 
in noisy materials such as austenitic steel, and is widely 
used in the power-generation industry.

Probe Types

RA, PA, DA, and SA readings enable the user to accurately position 
the defect in real time during an inspection.

For manual inspections, real-time readings are essential to quickly position the refl ected signal source with respect 
to the part geometry and/or probe location. 
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Distance-amplitude curves (DAC) used to create the 
time-corrected gain (TCG)
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RA Reference point to the indication in gate A
PA Probe front face to the indication in gate A
DA Depth of the indication in gate A
SA Sound-path length to the indication in gate A
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Electronic linear scanning
With electronic scanning, a single focal law is multiplexed across a group of active elements; scanning 
is performed at a constant angle and along the phased array probe length (aperture). This is equivalent 
to a conventional ultrasonic transducer performing a raster scan for corrosion mapping or shear-wave 
inspection. If an angled wedge is used, the focal laws compensate for diff erent time delays inside the 
wedge.

Sectorial scanning
With sectorial scanning (also called azimuthal or angular scanning), the beam is moved through a 
sweep range for a specifi c focal depth using the same elements; other sweep ranges with diff erent 
focal depths may be added. The angular sectors may have diff erent values.

Compound scanning
A compound scan is an improved inspection strategy in applications such as weld inspection. A 
compound scan consists of a mix of linear and sectorial beams; the lower active aperture generates 
the lower angle beam and the higher active aperture generates the higher angle beam. This technique 
produces a compound S-scan, providing a higher probability of detection, faster inspections, shorter 
setup and calibration time, faster data analysis, and smaller fi le sizes. When inspecting welds, this 
technique results in better weld coverage. 

Scanning Patterns

Linear

Convex

Skewing

1.5-D array

Concave

Variable angle

2-D array

Annular

Dual linear

Internal focus

Dual 1.5-D

Phased array probes are made in a variety of shapes and sizes for diff erent applications. 
A few types are illustrated here:

Examples of focal laws

Delay (ns)

Incident wave front

PA probe

Illustration of beam focusing Illustration of beam steering
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Delay values (left) and depth scanning principles 
(right) for a 32-element linear array probe focusing at 
15-mm, 30-mm, and 60-mm longitudinal waves. 

In order to cover the whole volume of the part with consistency, each focal law has to be calibrated 
for attenuation and beam spread. This time-corrected gain (TCG) calibration can be performed with a 
calibration block having several identical refl ectors (for example, side-drilled holes) at diff erent depths. 
Using a sectorial scan, the probe is moved back and forth so that each beam hits each refl ector. The 
amplitude of each signal is recorded (DAC) and used to construct one TCG curve per focal law.

Once the TCG calibration is completed, each focal law has one individual TCG curve. Consequently, a refl ector will always yield the same signal amplitude, 
regardless of its position inside the part and of the beam that detected it. A defect detected at a depth of 3 mm with an angle of 45 degrees will provide the same 
signal amplitude as if it were at 10 mm and detected at 60 degrees.

Linear arrays are the most commonly used phased array probes for industrial applications, making the 
active probe aperture one of the most important features. 

The active aperture (A) is the total active probe length. Aperture length is given by the following formula:

A = (n – 1) • p + e
where n = Number of elements in the PA probe

p = Elementary pitch—distance between the centers of two adjacent elements
e = Element width—width of a single piezocomposite element (a practical value is e < λ/2)
g = Gap between adjacent elements

λ =  v 

 f
where λ = Wavelength

v = Material sound velocity
f = Frequency

The distinguishing feature of phased array (PA) ultrasonic testing 
(UT) is the computer-controlled excitation (amplitude and delay) of 
individual elements in a multielement probe. The excitation of multiple 
piezocomposite elements can generate a focused ultrasonic beam, and 
software can be used to dynamically modify beam parameters such as 
angle, focal distance, and focal spot size. To generate a beam in phase 
by means of constructive interference, the various active transducer 
elements are pulsed at slightly diff erent times. Similarly, the echo from the 
desired focal point hits the various transducer elements with a time shift 
that can be calculated. The echoes received by each element are time-
shifted before being summed together. The resulting sum is an A-scan 
that emphasizes the response from the desired focal point and attenuates 
echoes from other points in the test piece.

为了支持日益壮大的无损探伤（NDT）社团，奥林巴斯发
行了“Understanding Phased Array Technology”（了
解相控阵技术）宣传海报。这份由实地检测专家设计的
海报，以一种简洁明了的方式对相控阵检测技术进行了说
明介绍。

您可以通过www .olympus-ims .com网站获得免费的
海报。

奥林巴斯向广大客户及任何其他对相控阵技术充满兴趣的人推荐这本可以方便获
得的《相控阵检测》现场指导手册。出版这本手册的目的是对超声相控阵检测
进行简单易懂的介绍。这本手册既适合初涉相控阵技术的新用户，也适合希望回
顾相控阵基本原理的经验较丰富的老用户。这本手册为读者解释了什么是相控阵
检测及如何进行相控阵检测，并概括介绍了在选择探头和仪器时要考虑的各项因
素。为便于用户更进一步地了解相控阵知识，手册后面还列有参考书目和术语
表。

可以从奥林巴斯网站下载这本免费的现场指导手册。

NDT Field Guides

Phased Array Testing
Basic Theory for  
Industrial Applications
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支持与资源测试和文档制作
奥林巴斯的所有相控阵探头都经过严格的测试，以确保达到最高标准的要求。奥林巴斯持续为用户提供一个信息全面
的数据库，库中包含每个售出探头的特性记录。用户可以访问这些信息，以比较探头的特性。 
如果您有特殊的检测要求，请联系奥林巴斯。

标准测试表
探头测试数据表随每个售出的探头提供给用户。表中提供以下信息：

Olympus NDT Ultrasonic Transducers
60 Decibel Road, Suite 300,
State College, PA 16801
USA
Tel.: (1) (814) 689-1390
Fax: (1) (814) 689-1395

__________________________________________________________________________

PROBE TEST DATA SHEET
Part Number: XAAB-0004

Description: ARRAY, 5-L-64-38.4X10-A2-P-2.5-OM

Serial Number: D0259

Probe Information Summary___________________________________________________________________________

maeBelgnA: gnisuoHzhM 0.5            : ycneuqerF

Probe Type :         Linear Array Cable Jacket : PVC

)tf 2.8(m 5.2        : htgneL elbaC46     : tnuoC tnemelE

Connector Type :    Omniscan

Matching Medium :   Rexolite

Pitch :   0.60 mm (0.024 in)

Active Area Dimensions

Length :           38.4 mm (1.51 in)

Elevation :       10.0 mm (0.39 in)

Probe Conformance Summary___________________________________________________________________________
Parameter Measurement Specification    Conformance___________________________________________________________________________

Average Center Frequency (MHz) 5.03 Mhz +/- 10.0% (band) Pass

Average -6dB Bandwidth (%) 81.8 % > 60% (typical) Pass

Overall Vp-p Sensitivity (dB) 1.4 dB < 4.0dB (range) Pass

]      [deifireV dna dekcehC redrO elbaC eborP

]      [deifireV dna dekcehC esnopseR delpuocnU eborP

]      [deifireV dna dekcehC sretemaraPelbammargorPeborP

Tester Signature  __________________________   June 19, 2006

中值波形
中值波形图显示一个（一般情况下）来自被测目标的中值脉冲回波响应。来自探头
晶片的一半返回脉冲的峰值到峰值电压值将大于（或等于）这个中值晶片，而另一
半的电压值将小于这个值。返回脉冲的持续时间在水平轴上显示（单位为微秒），
波幅显示在垂直轴上（单位为伏）。中值晶片的数量显示在图表之上（括号内）。

中值波形FFT（快速傅里叶变换）
中值波形FFT图表显示的是为0 MHz到两倍的探头额定频率之间的中值波形（见上
述说明）计算的频谱。

–6 dB中心频率
–6 dB中心频率柱形图显示的是为每个探头晶片计算的中心频率值。这个值的计
算要使用一个与晶片在–6 db水平上的频谱数据（FFT）相交的一条假想线的中点
（频率）。探头所有晶片的平均值显示在图表的顶部。

–6 dB百分比带宽
–6 dB百分比带宽柱形图显示的是为每个探头晶片计算的百分比带宽值。这个值
的确定要使用与晶片在–6 dB水平上的频谱数据（FFT）相交的一条假想线的长
度（频率），所计算的结果为中心频率的百分比。探头所有晶片的平均值显示在图
表的顶部。

峰值到峰值的灵敏度
峰值到峰值的灵敏度柱形图为探头的每个晶片显示一个表明探头灵敏度的值。这个
值的计算要使用发送到每个晶片的激励（检测）脉冲的量级以及那个晶片的脉冲回
波（从被测目标返回）的峰值到峰值电压测量值。所汇报的值为–20乘以这两个
量级比率的对数。探头所有晶片的平均值显示在图表的顶部。

脉冲宽度 
各种脉冲宽度柱形图所显示的值代表了晶片的脉冲回波在不同水平上的轴向分辨
率，各种水平如：–20 dB、–30 dB和–40 dB。这些值的计算通过测量在各种
所需水平上的回波脉冲的宽度（单位为纳秒）完成。轴向分辨率是在正常的探头操
作过程中区分单个脉冲回波性能的重要指标。探头所有晶片的平均值显示在图表的
顶部。
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Part Number: XAAB-0004

Description: ARRAY, 5-L-64-38.4X10-A2-P-2.5-OM

Serial Number: D0259

____________________________________________

AVG MAX MIN RANGE______________________________

Center Frequency (MHz) 5.03 5.08 4.96

-6dB Bandwidth (%) 81.8 83.4 79.9

Vp-p Sensitivity (dB) -45.9 -45.1 -46.5 1.4

-20dB Pulse Width (ns) 355 360 346

-40dB Pulse Width (ns) 765 880 678 Page 2 of 3
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R/D Tech Ultrasonic Transducers

60 Decibel Road, Suite 300,

State College, PA 16801

USA

Tel.: (1) (814) 689-1390

Fax: (1) (814) 689-1395
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Test Conditions
_________________

Pulser Voltage : 70 V Date : 6/19/2006

Pulse Width : 50 ns Time : 8:25:37 AM

Primary Gain : 8 dB System : FOCUS

Secondary Gain : 37 dB Pulse Type : Negative

Scope Delay : 18.7 us

Scope Volts per Division : 0.127 V

Test Medium : Testing on 2cm Rexolite Block

Warranty Information
_____________________

R/D Tech Ultrasonic Transducers offers a one-year warranty on all the phased-array transducers sold by R/D Tech. These products

are guaranteed against all defects in materials and manufacturing. All products covered by this warranty must be examined by

R/D Tech Ultrasonic transducers and receive their approval in advance before any repairs or replacement are made. Any shipping

costs are at the expense of the customer.

The warranty excludes defects and deterioration due to normal wear and tear, or caused by an external accident such as:

- Incorrect assembly

- Poor maintenance

- Incorrect usage including, but not limited to, the firing of the probe in air (WARNING : This will damage the probe)

- Exposition to temperatures out of the range of -20º C to +60º C for storage or 10º C to 40º C for operation

- Excessive voltage (max. 180 V for 7.5 Mhz and below, max. 100 V for 10 Mhz and above)

- Use of unqualified couplant

- Unforeseen modifications of the product



 PA_Probe_Catalog_ZH_201906 Printed in China P/N: 920-165-ZH Rev. G

 
北京市朝阳区酒仙桥路10号 恒通商务园（UBP）三期B12C座1层-2层 
邮编：100016 • 电话：010-59756116

www.olympus-ims.com

要了解更多信息，请访问以下网页， 
查找联系方式：
www.olympus-ims.com/contact-us

已获ISO 9001质量管理
体系、ISO 14001环境管理体系及OHSAS 18001职业健康安全管理体系的认证。
*所有技术规格会随时改变，恕不通知。
所有品牌为它们各自拥有者及第三方实体的商标或注册商标。
OmniScan、COBRA、HydroFORM和RollerFORM为注册商标，Mini-Wheel和TomoView为奥林巴斯公司的商标。
Rexolite是C-Lec Plastics Inc.公司的注册商标。Hypertronics是Hypertronics公司的注册商标。LEMO是LEMO 
SA公司的注册商标。
版权 © 2019奥林巴斯所有。

担保信息
奥林巴斯为其所售出的所有相控阵探
头提供一年质保。奥林巴斯保证这些
产品不会在材料和制造上有各种缺
陷。在对本担保范围内的任何产品进
行修理或更换之前，必须经过奥林巴
斯的检查和同意。由此而产生的任何
产品运送费用由客户负责。

担保不包含因正常磨损而造成的缺陷
和损坏，也不包含因外部事故而造成
的损坏，例如：

 • 用户没有正确组装探头

 • 维护不善

 • 不正确的使用方式，包含但不限于：
在空气中触发探头 
（警告：这样做会损坏探头）

 • 存储探头的环境温度超出了-20 °C到
60 °C的范围，使用探头的环境温度
超出了10 °C到40 °C的范围

 • 过高的电压（对于频率在7 .5 MHz及
以下的探头，超出了最高180 V的电
压；对于频率在10 MHz及以上的探
头，超出了最高115 V的电压）

 • 使用了不合格的耦合剂

 • 对产品做了意外改动

 • 浸入水中的深度超出了1米

担保的具体事项可能会根据用户所在
地区的不同而有所变化。要了解详细
情况，请与您所在地的经销商联系。

培训
为了给用户提供内容全面的有关相控
阵技术和应用的课程，奥林巴斯与其
主要培训公司合作创立了独特的培训
学院。课程包括两天学程的“相控阵
入门”培训项目和旨在帮助学员深入
了解相控阵知识的两周学程的“2级
相控阵”课程。在这两种培训中，
学员都可以使用OmniScan便携式相
控阵探伤仪，体验实际的检测操作。
课程结束后，学员可以获得有关部门
认可的证书，或者获得参加培训的
证书。

目前客户可以在与奥林巴斯合作的公
司的培训地点或者在世界范围内客户
指定的授课地点接受这些课程的培
训。我们还可安排客户要求的其它培
训课程。要了解最新课程计划，请参
阅以下网站： 
www.olympus-ims.com。

如何订购产品
要了解产品价格或更详细的信息，请
参阅第8页中概括说明的订购信
息，或致电您所在地的销售代理。

要找到离您最近的奥林巴斯办事处，
请访问：www.olympus-ims.com。


